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N.l Distribuidor autorizado

Evite problemas de

campo vy sus respectivos costos
con ayuda de una inspeccion
interna efectiva por R-Xy CT




Produccion, control de calidad, analisis de fallas,
deteccion de defectos, investigacion de
materiales y mas

La gama de sistemas XT V comprende sistemas de inspeccion
TC de rayos X de clase mundial de disefio ergonémico
avanzado, que satisfacen la necesidad actual de inspeccion de

alto rendimiento de componentes cada vez mas complejos
con tolerancias cada vez mas estrictas.

Gracias a su reconocimiento de caracteristicas submicronicas, los
sistemas de inspeccién XT V son aplicables a una ampliagaia de e

aplicaciones e industrias, incluido el ensamblaje \ B, ‘
inspeccion BGA, disefio de chips, fabricacion de comp ‘-\/‘
meédicos y automotrices, aeroespacial, productos*%q»s

componentes electronicos y mucho mas. ?’
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Inclinacion
75°

La rotacién continua de la muestra y con un angulo
de 75 le permite detectar en forma clara defectos
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Rotacion 180° & ON ) . .
—— Al Ry porosidades, desprendimientos, soldaduras
= | - 4 . .
/Q = inapropiadas, entre otros.

&
Aumento En forma opcional permite ver y analizar en 3D

secciones especificas de la tablilla o dispositivo.
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Su software intuitivo, permite una inspeccion
automatizada de sus muestras a tasas altas de
rendimiento, con informes sencillos vy claros
pasa/falla de soldadura en BGAs, Barrilles (Though-
Holes) asi como conexiones dentro de los
componentes (Bonding). Todo esto con una
necesidad minima de capacitacion maximizando asi
la productividad de todos los operadores.




XT V Series

La serie XT V incluye la fuente de rayos X patentada Nikon Xi Nanotech combinada con
detectores de panel plano lideres en la industria para producir la mejor calidad de imagen de su
clase, junto con una transicidon perfecta entre radiografia, tomografia 3D y laminografia 3D en

un solo sistema.

Uso Intuitivo

e Navegacién intuitiva con mando para inspeccién de
rayos X en tiempo real.

e Manipulacidon de muestras sin colisiones.

e Pantalla de 30"o doble pantalla de 22" para el control
del sistema en tiempo real.

e Software Inspect-X lider en la industria.

e Minima capacitacion requerida.

e |dioma Local

Imagenes de Alta Calidad

e Fuentes de microfoco disefiadas y fabricadas
internamente.

e Aumento geométrico de hasta 2400 para acercarse a
los detalles mas pequeiios.

e Reconocimiento de caracteristicas de 500 nm.

e Procesamiento de imagenes de 16 bits.

e Angulo max. de inclinacién de 75°

e Control preciso de potencia y direcciéon de Rayos X
emitidos.

Bajo Costo de Funcionamiento

e Vida util ilimitada de la fuente gracias al disefio de
tubo abierto, con filamentos de bajo costo
reemplazables por el usuario.

e Los componentes que requieren mantenimiento son
de facil acceso.

e La fuente integrada no requiere cable de alto voltaje.

e No se requiere tratamiento de piso especial.

Seguridad

e Monitoreo continuo de fallas.

ela caja de proteccion completa no requiere
identificaciones especiales ni ropa de seguridad.

e El gabinete con blindaje de plomo plenamente con las
normas de seguridad sobre radiaciéon DIN 54113 y la
regulacién CE

Enfoque en la productividad
e Rapida inspeccién automatizada de componentes con

inmediato analisis y generacidn de informes.

e Posicion de carga para acelerar y facilitar la carga y
descarga de la muestra.

e Gran puerta con funcidon de apagado de rayos X
automatica para facilitar el acceso al area de
inspeccion.

e Gran bandeja para cargar varias placas.

e Lector de cddigo de barras para reconocimiento
automatico del numero de serie del espécimen
(optativo)



Sistema de inspeccion superior

La fuente de rayos X patentada Nikon Xi Nanotech tiene un
diseno de tubo abierto, lo que permite un ciclo de vida
ilimitado y evita costosos reemplazos asociados con los
tubos sellados. La fuente de rayos X tiene un diseno de
generador integrado unico, que evita el mantenimiento de
cables de alto voltaje y ofrece energia ilimitada y un bajo
costo de propiedad. Los ensamblajes de filamentos
reemplazables por el usuario simplemente hacen 'clic' en su
lugar y el software intuitivo realiza la calibracion
automatizada de la alineacion de los filamentos para un facil
mantenimiento del sistema y una calidad de imagen
constante, ano tras ano.

Los sistemas XT V cuentan con una energia maxima de
160kV, una potencia de objetivo real de 20W, una
ampliacion geomeétrica superior a 2000x vy un
reconocimiento de defectos submicronicos. Los sistemas de
inspeccion XT V albergan tamafos de muestra de hasta
711mmx762mm (28x30") y un peso maximo de muestra de
5kg, con opciones de detector que permiten grandes areas
de deteccidon (25cmx20cm) y una imagen eficiente de hasta
56fps.



Maxima productividad en un tiempo minimo de
inspeccion

La verdadera imagen concéntrica es una caracteristica unica que viene como
estandar con la serie XT V, lo que permite que cualquier region de interés
(ROI) permanezca a la vista con cualquier combinacién de rotacion,
inclinacion y ampliacién, gracias al software y hardware inteligentes.

Las vistas extremas en angulo oblicuo de hasta 90° a traves de la muestra se
logran facilmente en cualquier rotacion de la muestra de 360°, lo que hace
que la inspeccidon de ensamblajes complejos y de capas multiples sea una
tarea sencilla para cualquier usuario. La plataforma programable inteligente
de 5 ejes tiene una bandeja de fibra de carbono resistente para manipulacion
de muestras sin colisiones, incluso con la maxima ampliacion. La fuente de
rayos X intuitiva y el movimiento del detector se controlan mediante la
navegacion con joystick para obtener imagenes de rayos X en tiempo real sin
problema.



Software intuitivo
avanzado

El software Inspect-X lider en |la
industria se suministra como estandar
con la serie XT V. El motor de captura
de imagenes C.Clear de Nikon se
adapta de forma inteligente a las
condiciones cambiantes de los rayos X
y las posiciones de las muestras,
ajustando automdticamente los
controles de laimagen, el contraste y el
brillo para proporcionar las imagenes
mas claras y nitidas. Las barras de
herramientas de acceso rapido estan
disponibles para el analisis de defectos
de ultima generacion, con
herramientas dedicadas para la
mediciéon de muestras y moddulos de
analisis para ensamblajes de PCB.
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Inspect-X permite la inspeccién en
modo de automatizacion para
maximizar la productividad; con
informes  automatizados en un
formato que se puede abrir en
cualquier PC, una interfaz gréfica
intuitiva para configurar la inspeccion,
optimizacion de  éxito/fallo vy
verificaciones  visuales opcionales
durante las rutinas de inspeccion
automatizadas. La inspeccién 3D se
realiza con laminografia TC y X.Tract
para permitir cortes digitales en
cualquier orientacion para una
comprension completa de la
geometria de los combnonentes 3D.



Comparacion
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q XTV130 -~ XT V 160

Sistema rentable de 130 kV para la inspeccién Sistema premium de 160 kV para aplicaciones
de componentes electrénicos de rayos X y TC de alta precision
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